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ABSTRAK

ALAT UJI KARAKTERISTIK TRANSISTOR SECARA OTOMATIS
BERBASIS MIKROKONTROLER ESP32 DAN ANTARMUKA DELPHI
MELALUI JARINGAN WIFI

Oleh:
Mochamad Rizky Bintang A. (40040318650070)

Transistor adalah komponen elektronik yang sangat penting dalam berbagai
aplikasi elektronika, mulai dari penguatan sinyal hingga pengaturan daya pada
rangkaian. Salah satu cara untuk mengetahui performa transistor adalah dengan
menguji karakteristiknya, seperti karakteristik arus-tegangan (I-V) pada terminal
emitor, basis, dan kolektor. Karakteristik I-V (Arus-Tegangan): Pengujian ini
dilakukan dengan mengubah tegangan pada basis atau kolektor dan mengukur arus
yang mengalir pada transistor. Dengan cara ini, diperoleh kurva karakteristik yang
menunjukkan bagaimana transistor merespon perubahan tegangan pada kondisi
tertentu. Pembuatan rancang bangun alat uji karakterisasi transistor bipolar NPN
telah berhasil dilakukan dengan menggunakan aplikasi Delphi melalui jaringan
WiFi dengan mikrokontroler ESP32 sebagai akses point. Grafik uji karakterisasi
transistor untuk kurva Vce dan Ic dapat diperoleh melalui pengujian transistor
bipolar NPN, serta beberapa komponen data seperti Vcc, Vce, Ic, Ib, Vbb dan Vbe
juga telah berhasil dicatat dan dapat disimpan untuk diolah lebih lanjut.

Kata Kunci: Karakteristik Transistor Tipe NPN, Grafik Uji Karakteristik
Transistor Tipe NPN, Mikrokontroler ESP32, Kontrol ESP32 dengan Antarmuka
Delphi.



ABSTRACT

AUTOMATIC TRANSISTOR CHARACTERISTIC TEST DEVICE BASED ON
ESP32 MICROCONTROLLER AND DELPHI INTERFACE VIA WIFI
NETWORK

Oleh:
Mochamad Rizky Bintang A. (40040318650070)

Transistors are very important electronic components in various electronic
applications, ranging from signal amplification to power regulation in circuits. One
way to determine the performance of a transistor is to test its characteristics, such
as the current-voltage (1-V) characteristics at the emitter, base, and collector
terminals. 1-V (Current-Voltage) Characteristics: This test is performed by
changing the voltage at the base or collector and measuring the current flowing in
the transistor. In this way, a characteristic curve is obtained that shows how the
transistor responds to changes in voltage under certain conditions. The design of
the NPN bipolar transistor characterization test tool has been successfully carried
out using Delphi application via WiFi network with ESP32 microcontroller as an
access point. Transistor characterization test graphs for Vce and Ic curves can be
obtained through NPN bipolar transistor testing, as well as several data components
such as Vcc, Vce, Ic, Ib, Vbb and Vbe have also been successfully recorded and
can be stored for further processing.Keyword : NPN Type Transistor
Characteristics, NPN Type Transistor Characteristics Test Chart, ESP32
Microcontroller, ESP32 Control with Delphi Interface.
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